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Diplomamunkam készitése soran egy a Semilab Félvezets Fizikai Laboratorium Zrt. (Semilab)
t6 mérési eljaras, mellyel félvezets eszkozok gyartasa soran, bizonyos koztes lépésekben kialakulo
nanostruktaralt racs-szerd alakzatok geometrajat vizsgaljuk. Ennek célja, hogy meghatarozzuk
ezen racsok ugynevezett kritikus dimenzi6 (critical dimension, CD) parameétereit.

A mérés soran a mintédkat optikai iton vizsgaljuk a méréberendezésben talalhato spektroszkopi-
al ellipszométer (spectroscopic ellipsometer, SE) valamint polarizalt spektroszkopiai reflektométer
(polarized spectroscopic reflectometer, PSR) segitségével. Ezen eszkozokkel nem kozvetlentil a ke-
resett geometriai CD paramétereket mérjiik, hanem az azokrol informaciot hordozoé ellipszometriai
és reflektometriai spektrumokat. Igy a kiértékelés soran megalkotjuk a vizsgalt minték szimulacios
modelljét és annak egy lehetséges paraméterezését. Majd egy illesztési folyamat soran megkeressiik
a modell paramétereinek azon optimélis értékét, ahol a mért és szimulalt spektrumok a legjob-
ban kozelitik egymast. Ekkor a kapott paraméterek értékébsl kovetkeztethetlink a vizsgalt valos
struktiurat leir6 CD paraméterekre.

Az el6bb roviden vézolt mérési eljarast optikai kritikus dimenzié (optical critical dimension,
OCD) mérésként talalhatjuk meg az irodalomban. Annak is egy konkrét megvalositasaként, ahol
SE és PSR segitségével végezziik az optikai mérést. Ez a fajta Osszeallitas a kiilonb6z6 CD mérési
eljarasok koziil elényos tulajdonsidgainak kdszonhetSen az egyik legelterjedtebb.

A fejlesztés ram es6 része a méréberendezéshez a Semilab altal fejlesztett szoftver egy 1j funkcio-
nalitdsanak kidolgozéasa volt. Ezen 4j funkci6 egy olyan elGanalizisnek tekinthets, ami a vizsgalando
mintan valé mérés nélkiil, szimulaciés alapon tudja el6rejelezni a mérés varhaté mindségét mérés-
technikai szempontok szerint, valamint segitséget tud nyijtani a mérSeszkoz végfelhasznalojanak
szamito méréstechnikai mérnok szadméra a mérések optimalis elvégzéséhez.

Igy diplomamunkam készitését egy alapos irodalomkutatassal kezdtem, ami soran attekintettem
a vizsgalataim targyat ado OCD meérések felépitését, tulajdonsagait, valamint alkalmazasuk modjat
az ipari gyakorlatban. Valamint megvizsgaltam a Semilab altal fejlesztett OCD meéréberendezés-
ben hasznalt mérési elrendezés és a kiértékelés soran alkalmazott szimulaciés technika felépitését,
miikodési elvét.

Ezt a kiértékelés soran hasznalt nemlinearis regresszié vizsgalata kovette, ahol 6sszegytijtéttem
azokat a mennyiségeket, amiket a gyakorlat szempontjabol érdemes vizsgalni a kivant elGanalizis
soran. Ekkor alaposan mevizsgaltam ezen mennyiségek értelmezését az OCD meérések és a keresett
CD parameéterek szempontjabol, valamint azok kapcsolatat az egyes méréstechnikai szempontokkal.
Majd egy programcsomagot készitettem python programozasi nyelven, amivel lehet&ségem nyilt két

esettanulmany soran alkalmaznom a kigondolt elGanalizist.



Az egyik esettanulmany soran egy ugynevezett AMAGSH mintat vizsgaltam, ami a fejlesztés
soran rendelkezésre allt, igy lehet@ségem nyilt konkrét OCD mérések elvégzésére. Ekkor elGszor
elvégeztem ezen minta alapos kiértékelését, majd ratértem az altalam szimulacios alapon szamolt
mennyiségek és a mintan végzett mérések Osszehasonlitasara. Itt mind a precizitas, mind a korre-
laciok esetén a gyakorlati szempontok szerint j6 egyezést tapasztaltam. Tovabba a kapott eredmé-
nyekkel a bemutatott érzékenységvizsgélat is 6sszhangban volt. Ezenfeliil a tapasztalatok alapjan
javaslatot tettem a hasznalt PSR tovabbfejlesztésére.

A masik esettanulmény soran pedig egy a napjainkban is hasznalt AEI HKMG struktirat
vizsgaltam. Itt a kapott eredmények, valamint a sziikséges mérési elrendezésre tett javaslatom jo
egyezést mutatott az elérhets irodalomban publikalt eredményekkel.

Osszességében azt mondhatjuk, hogy az altalam készitett programcsomag segitségével sikeresen
alkalmaztam a fejlesztett elGanalizist konkrét OCD mérések esetén. Az esettanulmanyok tapaszta-
latai pedig azt mutatjak, hogy a kapott elGanalizis alkalmasnak bizonyul a kit(iz6tt célok elérésére.
Ezzel jo alapot ad a Semilab altal fejlesztett OCD méréberendezéshez készitett szoftver egy 1j

funkcionalitasanak megalkotéasara.



